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INTRODUCCION RESULTADOS

Actualmente, el desarrollo de sensores opticos basados en resonancia 68 - o Angulo del minimo de
plasmoénica ha impulsado gran interés en la ciencia y la tecnologia cl de Litio (LiC) 66 | . reflectividad (4, ,;,) en
debido a sus importantes aplicaciones en dreas de la biomedicina, la oruro ge Litio (LI — 64 f:':‘é:"tdglc,'?r;ee";i?c’;:e

— ncentracion I n
bioquimica y el medio ambientel® 2], La técnica es de tipo diferencial y £ 62 c
) ° 1.0 - agua. Se observa un
estd basada en los cambios producidos en la posicion angular del D60 | . desplazamiento a dngulos
minimo de reflectancia (en reflexion total interna) debido a los S 58 - g mayores a medida que
plasmones superficiales generados en la interfase dieléctrico-metal ke 56 1 ® | | | | | | aumenta el porcentaje de
d ot . .. los ndi d traccion del di S 067 0 0 20 30 40 50 concentracién de LiCl.
cuando existe una variacion en los indices de refraccion del medio 5 o Concentracién de LiCI [%]
sensado. = 04 — raunpua
. . s he o . .- . —— Agua con 10% LiCl

En este trabajo se realiza el andlisis de la variacion de la resonancia e —— Aguacon 20% i 1.0 : | Reflectividad a éngulo fijo

plasmdnica en un sensor de configuracion tipo Kretschmannt3! cuando la T agua con 50% LiC © 08 " (6, = 56.07°) en funcién
° P ° ° _ D u 3
capa activa nanométrica de oro (depositada sobre un sustrato de 00— 3 del porcentaje de

- . : : 0 40 %0 e 08 90 T 06 concentracién de LiCl en
vidrio) se expone a diferentes concentraciones de contaminantes del 0[] 3 agua. Se observa un

oy : : > 041 . .
agua tales como cloruro de litio (LiCl), disulfuro de carbono (CS,), entre 3 notable cambio de
otros. El corrimiento del minimo de reflectancia puede utilizarse para el Reflectividad en funcién del dngulo de g o2 reflectividad hasta
sensado de dichos contaminantes acuosos. mCld?nC::l calculada p.qrdddlfifgrtes ol porcentajes :Iel 40 % de

La variacién del indice de refraccién de las diferentes concentraciones porcentajes de concentracion de LiCl en una o 10 2 2 40 50 concentracion

aproximadamente.

de los contaminantes es calculada con pelicula de agua de 80 nm, considerando una

la teoria de I i5n dieléctri g R s —— longitud de onda de 632.8 nm y 47 nm de
9 eoria ae la funcion dielectrica e ec. LRIy VL T2y 1 SR e espesor de Au. 6, es el dngulo de minima reflectancia cuando se ha depositado
tiva de Bruggeman para una longi-

agua pura. Los indices de refraccion utilizados para los calculos de reflectividad
tud de onda ?speC|f|ca, estudlat\do el fueron: ng,,= 1515114, n, = 0.18377 + i3.43135), n,,,,=1.3317¢1 y 17, ;= 1.6614L"]
cambio del indice de refraccion del

medio acuoso en funcidon de la rela-

Concentracion de LiCl [%]
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cion pOrcen uad el contaminante. Angulo del minimo de 66
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Para sensar las diferentes concentraciones de LiCl y CS, en aguaq, se mayores a medida que | o o DA DD Reterenda e
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.. : , , aumenta el porcentaje de , , , , . . o 04 ! ',l',,fn,f { 1 ——— Aguacon10% CS,
estudid la respuesta del sistema multicapa Au-agua contaminada concentracién de CS, 0 0 20 30 40 50 @ ! it ,,‘(,.‘ Il ___ Aguacon20%cs,
« . . . ) o R Agua con 30% CS
frente a una onda incidente con polarizacién p. Esta respuesta se obtuvo Concentracion de CS, [%)] 02 - ! ‘,‘.‘;",'.' LTI R Agua con 40% G5,
. . o, g . . i ! Yy - = — Agua con 50%
a partir de la matriz caracteristica de la multicapa M_ para un sistema L A T e
de dos capas (Au y agua contaminada) depositado en vidrio, Reflectividad a éngulo fijo " . 30 4 50 60 70 80 90
° ° ° e o ° ° o 7 e o — o) 1A o [ ] o
considerando el aire como un medio semi-infinito. La expresién matricial (eod' -'?6-07 ) e .f“;m" S8 0[]
.. . el porcentaje de = -
toma la siguiente forma: concentracibn de CS,en | g °° Reflectividad en funcion del angulo de
M M. 2 agua. Se observa un S ] incidencia calculada para diferentes porcentajes
M = ! 2l-p?t H DPD'ID. notable cambio de 5 - de concentracién de CS, en una pelicula de
m vidrio JTj aire flectividad hast S 021 ) .
M, M, i reflectividad hasta 8 o agua de 80 nm, considerando una longitud de
donde 7 q - d de A porcentajes del 40 % de 00l m onda de 632.8 nm y 47 nm de espesor de Au. 6,
onde J = 1, 2 corresponden d 5|stema. € capas de AUy agua concentracion o 10 20 30 40 50 es el angulo de minima reflectancia cuando se
contaminada, respectivamente. Las matrices de interfaz de capa D, aproximadamente. Concentracién de CS, [%] ha depositado agua pura. Indice de refraccién
para polarizacién de onda py las matrices de propagacion P, se definen \ utilizado n,,=1.62111],
como: , oS 0. —cos 6’]._ b e 0
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donde 9/. es el dngulo de incidencia vy n, el indice de refraccion,

ambos de la fésima capa. En la matriz B,¢. =47n,d, cos 0, /), donde
A es la longitud de onda incidente y a; el espesor de la ~ésima capa. Por
lo tanto, la amplitud del coeficiente de reflexion esta relacionada con

1- La interrogaciéon angular permite en principio medir los porcentajes de concentracion tanto de LiCl
como de CS, en agua, realizando un barrido angular hasta determinar el minimo de reflectividad para
una dada longitud de onda incidente y un espesor fijo de la pelicula de oro depositada sobre vidrio.

M, a través la expresion: Licl. Cs, — = 2- Los datos de la figura del dngulo del minimo de reflectividad en funcién de los porcentajes de

M - B concentraciéon de los contaminantes pueden ser ajustados con una funcién que logre a partir de la
»— 21 ylareflectividad es |R=77" 2 | K . P ’ .. . a J P
M v U I e entrada de datos experimentales de 6. .. obtener la concentracion del contaminante en agua.
11 7 Au L =47 nm . : : : :

3- Por otra parte, es posible determinar porcentajes de concentraciones de ambos contaminantes por

k_=Re [KSP] o Vidrio BK7 debajo del 40 % sin barrido angular, midiendo la reflectividad en el dngulo del minimo (6,) para cuando
no hay contaminacion.

4- Otra caracteristica particular en la reflectividad, para estos contaminantes, es la variacion del ancho

- |
K, =k, \/ tnés _27 \/ “n h e nm. o . medio de la curva, observandose un ensanchamiento a medida que el porcentaje de concentracion va
£ +&, 7‘0 £ +¢&, € ,,: constante dieléctrica compleja del metal; aumentando.
€4: constante dieléctrica del dieléctrico; 5- Para porcentajes de concentraciéon por encima del 30 %, aproximadamente, existe una clara diferencia
\_ Ao : longitud de onda incidente en el vacio. entre ambos contaminantes en el barrido angular, permitiendo ser una caracteristica importante en la

distincion del contaminante.
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